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Kursa merkis ir dot prieksdatu par kristalu, nanokristalu un nesakartotas cietas vielas
struktzru, tas matemati ko aprakstu un metodem, kasizmantotas Struktizras pétisanai.

PRASIBAS KREDITPUNK TU IEGUSANAI
Referats — 50%, eksamens — 50%.

KURSA SATURS

1. levadskursa , Struktiara un nanofazu raksturojums’
Struktiiras jedzi ens un modd ésanas metodes, Sruktirandize

2. Mikrostruktarasklasfikacija
Sakartotas un nesskartotas cietvidas, Radiala sadalijuma funkcija un korelacijas funkcijas. Tuva un tala
sakartotiba. Nesakartotie kridali. Cietie skidumi. Amorfie diklvedigie un nanokrigaliskie materiali.
Stehi ometriskie un nestehiometriskie savienojumi.

3. Kristalkimijas pamati
Atomu un jonu radius. Poliedri un tikli. Koordinacija. Krigtaliska rezgatopol ogija. Struktarvienibas.

4. Kristalografijas pamati
Kridaliska rezga dmetrija un geometrija Krigaografijas smboli un struktarkristalografijas sakaribas.
Inversaisrezgis un kristal ografiskas projekcijas. Atomu koordinatu noteiksana.

5. Radiacijas mijiedarbiba ar vielu: elastiga izkliede
Rentgendaru, eektronu un ndtronu avoti. Rentgenspektri un to ipasibas Rentgengtarojuma mijiedarbiba ar
vidu. Elektronu un ndtronu mijiedarbiba ar vidu. Starojuma interferences likumsakaribas. Difrakcija un
diftza izkliede. Kinematiska tearija. Jedziens par dinamisko teoriju.

6. Kristalisku un nesakartotu vielu struktaranalize
Struktiranalizes metodol ogija. Klasiskas metodes: Laues, rotéjosa kristala un pulvera metode. Mazo lenku
izkliedes metode. Rentgenaparatira Rentgenmonchromatori. Rentgendarojuma regisradja Vairakkartgja
rentgendarojuma difrakdja un tas izmantosana materialu pétnieciba. Elektronografija un ndtronografija
Nanomaterialu petisanaar difrakcijas metodem. Amorfografija. Diftiza izkliede nesakartotas vidas.

7. Radiacijas mijiedarbiba ar vielu: neelastiga izkliede
Sinhrotrona starojuma (SS) daba un ipasibas. Rengenabsorbcijas spektroskopijas teorijas pamati.
Daudzkartigas izkliedes teorijas pameti. Lokala dektroniska druktira un XANES spekiri. XAFS matodes
rezultati: monokrigali, polikrigali, nanokridali, amorfasvielas Defektu lokala gruktira

8. Mikroskopijas metodes un topogr afija
Optiskas, eektronu un rentgenmikroskopijas pamati. Optiska mikroskopija. Elektronu mikroskopija. Rastra
eektronmikroskopija. Tunela mikroskopija. Atomspeka mikroskopija. Rentgena mikroandize Konfokala
mikroskopija.
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